
京都大学大学院医学研究科

附属総合解剖センター

電子顕微鏡室 (CAS-EM)




総合解剖センター (CAS) について



総合解剖センター (CAS) について

総合解剖センター3階

東側･組織支援エリア (右手)西側･電顕エリア (左手)



総合解剖センターの提供する研究支援業務（受託･研究機器貸出）

組織学的研究支援室 (CAS-Hist)
A. 実験動物等の組織標本作成
B. 京大病院のヒト試料を用いた標本作成 (注)

C. 解析用研究機器の貸出

平成15年 (2003年)より研究支援サービスを提供
o 高品質な病理標本作製技術
o 個別相談の上，特殊な研究試料にも対応

電子顕微鏡室 (CAS-EM)
○ 電子顕微鏡に関する受託業務･共同研究
• 電子顕微鏡観察用の試料作成
• 特殊な電子顕微鏡観察手法の実施

平成19年 (2007年) より研究支援サービスを提供
o 電顕未経験者への丁寧な観察指導
o 最先端の特殊観察法にも対応

(注) 研究目的での利用に限る。診療に関連した病理ブロックの使用には病理診断科長の承認が必要。



総合解剖センターの提供する研究支援業務（受託･研究機器貸出）

○ 現在，KUMaCoへは対応準備中
⇒依頼は直接，総合解剖センターへ。

○ 詳細は総合解剖センターHPを参照
(https://www.cas.med.kyoto-u.ac.jp)

"京都大学 総合解剖センター" で検索
• 利用の仕方
• 利用料金 (内規)
• サンプル調製方法
• 取得データ画像集



透過電子顕微鏡 (Transemission EM: TEM)

【TEM観察の特徴】
○ 薄切した試料に電子線を照射し，透過した電

子を観察する。

【TEM観察の用途】
○ 生体試料等のnmレベルの断面像の形態観察
○ エクソソーム等のネガティブ染色像
○ 金粒子標識等による免疫電顕，など



走査電子顕微鏡 (Scanning EM: SEM)

【SEM観察の特徴】
o 試料に電子線を照射した際に，試料表面の形

状や組成に依存して生じる二次電子や反射電
子を観察する。

【SEM観察の利点】
o 深い焦点深度で試料表面の三次元構造や組成

を詳細に観察するのに適している。
o 比較的広範囲の試料を扱うことが出来る。

【保有機器を用いた特殊観察】
o エネルギー分散型X線分光装置による元素分析
o 集束イオンビームによる試料切削
o アレイトモグラフィー撮影



透過電子顕微鏡 (Transemission EM: TEM) 撮像例

マウス気管多線毛細胞 マウス内耳前庭聴神経



走査電子顕微鏡 (Scanning EM: SEM) 撮像例

マウス内耳･蝸牛 (コルチ器) マウス内耳･前庭 (有毛細胞)



走査電子顕微鏡 (Scanning EM: SEM) 撮像例 (元素分析)



特殊解析: In-resin CLEM (光-電子相関顕微鏡法)

○ 同一試料を電子顕微鏡と光学顕微鏡で観察

電顕像 蛍光免染像

電顕像

蛍光免染像

重ね合わせ像細胞制御機能学 簗取先生 ご提供



特殊解析: アレイトモグラフィー法によるVolume (三次元) 撮影

○ この他，各機器の特性を活かした広範囲 (パノラマ) 撮影や三次元電子顕微鏡観察等に
も対応
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